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ダイヤモンドは、次々世代パワーデバイスとして期待されているだけでなく、優れた基本物性

から極限環境での利用も考えられている。しかしながら、ダイヤモンド・デバイス実用化のため

には、結晶性の向上や大面積化が必須の課題である。ダイヤモンドの結晶性の評価には、一般的

な欠陥である転位の評価が用いられることが多く、これまで、エッチピット法、X 線トモグラフ

ィー法、カソード・ルミネッセンス法、複屈折顕微鏡法などを用いてダイヤモンド中の転位の研

究が多くなされてきた。近年では、共焦点ラマン分光法を用いて転位の応力場の解析もなされて

いる[1, 2]。高分解能 EBSD（Electron Backscatter Diffraction）法は、高い空間分解能（50 nm 程度）

で微小な結晶の歪み（0.003 %程度）や回転（0.01°程度）を検出することができ、上述の解析手

法と相補的に用いることにより、有用な情報を得ることが期待できる[3]。今回は、CVD（Chemical 

Vapor Deposition）単結晶ダイヤモンド自立基板中の転位束の解析を行った結果を発表する。EBSD

は、SEM に取り付けられた検出器で疑似菊池パターンを取得・解析する手法であるが、SEM では

転位を直接観察することは出来ないので、マーカーを付けた単結晶ダイヤモンドを透過偏光顕微

鏡で観察して転位の位置を特定し（Fig. 1）、SEM にてその特定の場所を観察し、EBSD 測定を行

った。Exx 垂直歪みマップでは、Fig. 1 の白枠内の転位束には X 軸方向に引張歪み領域と圧縮歪み

領域があることが示された（Fig. 2）。 
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Fig. 2 Exx normal strain map of the 
dislocation bundle in the white frame of 
fig. 1. 

Fig. 1 Transmitted Polarizing microscope image of 
dislocation bundles in CVD single-crystal diamond. 
Dislocation bundle in the white frame was analyzed by 
High-Resolution EBSD. 
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